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. hun _ lungsqueUe (z.B. durch Totalreflexion) reflektierende 

Beschreibung Hcmcntc aufweist Ei ist jedoch toch mogiico die Strah. 

"zt'Sessung der remrttierten Strahlung. wetehe Ziehen. ^f 1 ^^""^^ ^ ^ 

z.ur Materials bcisoielsweise mit- arbeiteten Material iiachstliegendenSteUesein. 

durch Bearbeitung ernes M . ate "^^" p '^„ f"!.. , n Die Erfinduna wird im folgenden anhand der in den 

SSSStlo w gestalten, daB sie for die remittierte lenkt und ansch heBend w.eder auf dieae Ad« : zurtck- 
xtonssciucm 5u i sw . „. , . » e fnhrt wird. Die Elemente 4 und $ tind Dachkantpru- 

^^SS^^^d^^^^- menan dein ft*- bzw. Dachlttchen die optische 

~*£SZ%^ voriiegenden Erfindung. ei- S*S die vonfzu bearbehcnden Material lOnriri*- 
ne tor^ng^Emg der Xeinem mind, einer « te und in einem >>^>P£SS£1S££ 
ootischen StrahlungsqueUe bearbeitenden Material re- lung 2 liegende Strahlung 3 IhindtrchlaBt Die remrtOer- 
SSZ !5S» schaffea wek*e auch Mr beson- ft StraWung 

ders hohe Strahlungsleistungen geeignet ist und ggf.in kung. durch em Pram. 1 1 und AMiUjfiMM 
bestehende optische Bearbe tungseinrichtungen ein- eines Filters l2Qber< eine optiic 7 a w •^ ie *~"' 
bar bzw aussolchen herausnehmbar ist. Diese bei- 4S fokussiert Die Dachkantpnsmen 4 und 5 some der f re- 
SSSSJSH eSlt eine nach den kennxeichnen- quenzselektive StrahlteUer^men ^« n^emanto 
den MerkjnaJdes Patentanspruchs 1 ausgebildete 

D"e Bfindung macht sich die Erkenntnis zunutze.dafl da sich der ursprungliche Strahl 2 dann ledfettch gering- 
derRefSS von frequenzselektiven StrahlteUern » fttgig in der Hohe verandert. Die gesamte Urolenk- und 
STSSLL dielektrische Schichten ver- MeBeinrichtung kann in einem nut £ffnu^en versehe- 
gletehsweire besser optimiert werden kann, als deren nen Gehluse angeordnet werden und »^£^»> 
TSSSnwerhalten. Eine unmittelbare Anwendung relativ leicht in eine b«tehende La^r-Bearbe.tungsem- 
SSLk widerspricht jedoch der Forderung richtung emgesetzt 

nach einer. den Strahlengang des Users nicht veran- » werden, ohne daB an der Anlage groBere Justiervomch- 

dernden. nachrtstbaren bzw. entfernbaren MeBeinrich- tungen notwendig suid. , ... „^ 

tuna Erst durch die Kombination mit einer optischen Bei dem in Fig. 2 dargesteUten AMWhrungsbeBpiel 
&k**^dk die Strahlung der optischen wird die Strahlung 22 ernes Users 2t mcht w.e in FJg.l 
StreWunaSe^ dem ursprOnglichen Strahlengang rechtwinklig und damit insgesamt U-ffirmig. sondern 
SrSffi urS^an^lieBend wieder auf die gieiche „ V-formig umgelenkt Dies hat den Vorte.1 daB ledighch 
AchTzuruckffihrt und in welcher ein frequenzselekti- zwei optische Elemente notwendig nndrZum einen em 
JeTSemeTenthalun ist. welches die remittierte Strah- rhombo^dies Pram. 24 ^un^renem fre- 
inno in Transmission von dcricnigcn dcr optischen qucnzsclektivcr Stranlteiler 21 entsprechend Kg : l. uic 
S ung^uT^U bnngTdTe g'ewOnschte Losung von dem zu bearbeitenden Ma^rial 20 remhtierte 
de/obig^CTAufgabe 6S Strahlung 23 wird dann Ober den Strahlteiler 21 einem 

Zur Erzielung eines besonders hohen Wirkungsgra- Detektor 26 .zugefuhrt ...... 

des ist ts vorteilhaft. wenn die optische Umlenkeinrich- Bei dem m Fig. 3 dargesteUten AurfBhrungsbeispiel 
Tm ImSSE die Strahlung der optischen Strah- wird die Strahlung 32 eines Users 38 durch zwe. sym- 
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; Enrichtung zur Messung der von einem mittels 

terial remittierten Strahhmg, wekhe m den Strah 
SnTder optischen Strahliingaqudle ememhar 
!♦ «»£onMtelaiet dnrcfa eine aus mehreren Be- 20 

aMchlieBend wieder in den ursprOnglichen Strah- 23 
£E\u7uckgefuhrt wild, wobei die opusche 

22; 32) der optiachen Strahlungsqwlle (8; 28; M 

Sffierende^unddiej^tierteStr^ 

331 transmittierendei Element (I; 21; 31) "uweust, » 

blnt«?welchem ein Detektor (6; * 36) ^^5- 

sung der remittierten Strahlung (3; 23;33) angeord- 

rBnrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zektaeTdaBdie optiiche Umlenkeinrichtung aw- » 
"hSEchle Strung (2; 22) der optischen 
?SuSqueUe(8 : 28)renektierendeBemente(l. 

assist u ««* . 

LteKXdieoptbcheU^ 40 

SdKSrLen (4. 5; 34. 35) und.e men frequenz- 

«elekwenStrahlteiler(l;31)auf«eBt 

4 Bnrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn 

MtehneldaB die optiache Umlenkeinrichtung em 

rh^mbSoSches PriSn. (24) und einen frequence- « 

iektiven Strahlteiler(21) aufweist 

Hicrzu 1 Seite(n)Zeichnungen 
"" so 
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